
Light Ports Inc.
LED 2010A介紹

適用於LED之光性、電性測試
六大特點

極快之測試速度(1Vf,1Ir,1LOP,1WLD,xy,: 
40mS)
可直接量測光功率 (mW)
可升級至3 channel (插卡式) 測試系統
模組化設計,維修容易
精確的量測,與IS系統對校,亮度誤差2%以內
人性化的操作介面



LED2010A基本架構
光譜卡

電性量測模組 (1~3 channels)

積分球

待測LED



25cm積分球基本架構

對開型積分球
不漏光

待測LED治具

輔助光源

球體內部皆塗滿硫酸鋇,
待測物治具吸光部分,
可由輔助光源校正補償回來
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電性測試系統為模組化設計,增加一
個channel僅需加購一片電性測試卡
讓維修保養更容易



可搭配積分球或mcd量測套筒
為國內唯一有能力設計生產積分
球的測試機廠商

可設計精確的收光機構,確保測試
之精確及穩定性



精確的光、電性測試結果(續)

我們與IS 對校, 可得到非常精確之結果:    

Lm  Measurement Result

Note: sample 1~7為冷白光, sample 8,9為暖白光,僅用一校正檔

-0.250 53.363 53.230 9

-0.775 53.257 52.848 8

-0.166 37.662 37.600 7

0.087 36.079 36.110 6

-0.451 37.697 37.528 5

-0.859 39.270 38.935 4

1.800 38.170 38.870 3

-1.022 38.929 38.535 2

-1.022 39.623 39.222 1

%Light PortsISSample



精確的光、電性測試結果(續)

-1.0458126.786 125.4749

-1.6086126.558 124.5548

0.55894114.754 115.3997

0.49234103.538 104.056

0.14452110.108 110.2675

-0.2473111.805 111.534

1.87339109.548 111.6393

-0.2439117.619 117.3322

-0.1518113.523 113.3511

Error %Light PortsISSample

Note: sample 1~7為冷白光, sample 8,9為暖白光, 僅用一校正檔

我們與IS 對校光功率, 可得到非常精確之結果:    

mW Measurement Result



精確的光、電性測試結果(續)

精確的補償校正: 
欲量測流明絕對値時(亦即產生標準件),可先執行輔
助光源校正,將待測物本身自吸光效應補償回來,如
此便可測得絕對亮度,因此本機適合當標準機,可測
得最精確之亮度值



精確的光、電性測試結果(再現性)

遮光罩設計

VF v.s. Tested Cycles



精確的光、電性測試結果(再現性)

遮光罩設計

Brightness v.s. Tested Cycles



精確的光、電性測試結果(再現性)

遮光罩設計

WLD v.s. Tested Cycles



人性化的操作介面

遮光罩設計

人性化介面簡單易懂

可自行設定測試項目及順序

可量測 I-V, L-I curves
可選擇多顆標準晶粒或單顆標準晶粒校正



結論:

遮光罩設計

精確的測試結果(適合當標準機)
極快之測試速度(亦適合量產機)
容易升級,維修
人性化的軟體操作介面

產品價格優勢


